
  ، ساختمان62، پلاک 2/1بیستون، نبش کوچه سف آباد، خیابان : یوآدرس 

  09120393177 س:شماره تما

 info@zahora.ir   : ایمیل

Scanning Electron Microscope  

SEM SU3500 
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 SU3500(  SEM )میکروسکوپ الکترونی روبشی دستگاه توضیحات 

 ساخت شرکت ( Scanning Electron Microscope)   میکروسکوپ الکترونی روبشیدستگاه 

HITACHI  بالک،  ، قطعاتموادتوپولوژی و  بررسی مورفولوژیابزار کاملی است که از آن جهت

)   میکروسکوپ الکترونی روبشیدستگاه  شود.استفاده میشیشه های لایه نازک و نانو ذرات 

Scanning Electron Microscope ) ساخت شرکت HITACHI  با منابع الکترون و آشکارساز مناسب

)  میکروسکوپ الکترونی روبشی Hex biasقابلیت تصویربرداری عالی و کارایی بالا را دارد. تکنولوژی 

SEM ) وح تصاویر را در طوضوح بالا در ولتاژهای پایین ارائه می دهد و آشکارساز فشار متغیر، س

 SU3500 مدل ( SEM )میکروسکوپ الکترونی روبشی آنالیز دستگاه  فشار پایین بهینه می کند.

 یک دستگاه مطمئن در هر آزمایشگاهی برای انجام آنالیز است.

همچون  دارای ویژگی هایی SU3500 مدل ( SEM )میکروسکوپ الکترونی روبشی آنالیز دستگاه 

عالی جهت تصویربرداری بی نظیر است. طراحی ظاهری و بصری دستگاه سیستم های تشخیص سیگنال 

جدید، کاربر پسند بوده و   SU3500 مدل ( SEM )میکروسکوپ الکترونی روبشی آنالیز دستگاه 

 مدل ( SEM )میکروسکوپ الکترونی روبشی آنالیز دستگاه تصاویر جامع و کامل نمایش می دهد.  

SU3500  برای رنج وسیی از کاربردها شامل نمونه های بیولوژیکی، مواد پیشرفته و نانو مواد طراحی شده

 وبرای کارهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی بسیار مناسب است. 

که به  SU3500 مدل ( SEM )میکروسکوپ الکترونی روبشی تمامی این ویژگی ها به همراه خدمات دستگاه 

 SEM )میکروسکوپ الکترونی روبشی در سراسر دنیا انجام می گیرد، خرید دستگاه  HITACHI واسطه ی شرکت
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برای اطلاع از قیمت دستگاه  .، از این شرکت را به گزینه ای بی رقیب تبدیل کرده است SU3500 مدل (

 با شماره درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید. SU3500 مدل ( SEM )میکروسکوپ الکترونی روبشی 

 

 

 

 

 SU3500(  SEM )میکروسکوپ الکترونی روبشی دستگاه  ویژگی های

 کیفیت تصویر بی نظیر

راحی شده و بهترین طبا منابع الکترونی جدید  SU3500(  SEM )میکروسکوپ الکترونی روبشی دستگاه 

کیلو ولت و  3نانومتر در  7(   SE)  الکترون های ثانویه وضوح در تصاویر را داشته که رزولویشن تصاویر

 کیلو ولت است. 5نانومتر در  10(  BSE برگشتی ) های رزولویشن برای تصاویر  الکترون

  
Accelerating Voltage : 5 kV 

Backscattered Electron (BSE) Image 
Magnification : 30,000x 

Resolution : 10 nm 

Accelerating Voltage : 3 kV 
Secondary Electron (SE) Image 

Magnification : 40,000x 
Resolution : 7 nm 
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 و تصویر برداری سریع و اتوماتیکرابط کاربری ساده 

عملکرد بهینه سازی تصاویر به قابلیت ثبت و  SU3500(  SEM )میکروسکوپ الکترونی روبشی دستگاه 

انجام می شود و دارای رابط کاربری ساده و طراحی  delegationصورت اتوماتیک و سریع با تکنولوژی 

 گرافیکی عالی است.

 آشکارساز فشار فوق متغیر

قابلیت ثبت تصاویر در ولتاژهای کم و خلا  SU3500 مدل ( SEM )میکروسکوپ الکترونی روبشی  آنالیز

  ست. پایین را نیز دارا

 

 عملکرد تصویر استرسکوپیک

 دی را نیز داراست. قابلیت مشاهده تصاویر سه بع SU3500(  SEM )میکروسکوپ الکترونی روبشی دستگاه 
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 SU3500(  SEM )میکروسکوپ الکترونی روبشی دستگاه  کاربردهای

 از بیشتر اند، در بزرگنمایی بسیارهایی که برای متالوگرافی آماده شدهبررسی نمونه   .1

  نوری میکروسکوپ

اند، که مستلزم عمق ق شدهشکست و سطوحی که حکاکی عمیبررسی مقاطع   .2

  .است نوری میکروسکوپ حد از بزرگتر بسیار میدانی

 روی برها ها، فازهای رسوبی و دندریتارزیابی جهت کریستالوگرافی اجرایی نظیر دانه  .3

 کریستالوگرافی برای شدهآماده سطوح

 برای ها،کرون روی سطح نمونهشناسایی مشخصات شیمیایی اجزایی به کوچکی چندمی  .4

  سایش هایپلیسه و رسوبی فازهای ها،آخال مثال،
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  1µm       ای به کوچکیها در فاصلهارزیابی گرادیان ترکیب شیمیایی روی سطح نمونه  .5

 هادی برای آنالیز شکست، کنترل عملکرد و تأیید طراحیبررسی قطعات نیمه

 

 

 

 

 


